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Pasillymas yra i§ elektronikos srities, o bGtent elektros srovés stiprio bei tekéjimo krypties matavimo
prietaisai, ir gali blti vartojamas pastoviosios srovés stiprio ir kintamosios srovés stiprio modulio, bei pastoviosios
sroves tekejimo krypiai matuoti, nenutraukiant matuojamosios grandinés. Pasiidilytame biide matuojamosios
sroves | x kuriamas magnetinis laukas B yra matuojamas dviem magnetinio lauko jutikliais, o pasitlytame
matavimo jrenginyje yra papildomai sumontuotas antras magnetinio lauko B jutiklis ir prietaiso konstrukcija yra
padaryta su ant laido ir jo izoliacijos uzdedamu matavimo antgaliu, sudarytu i§ dviejy simetriniy daliy, sudarangiy
besiple¢iancio pleiSto formos matavimo kontakta, ir matavimo antgalis yra sujungtas su prietaiso dézute taip, kad
viena jo simetriné dalis su joje jmontuotais magnetinio lauko jutikliais yra jtvirtinta pastoviai, o kita simetriné dalis
gali bati nuimama. Palyginus su analogu pasiGlymas neturi apribojimy laidy erdviniam iSdéstymui ir leidZia matuoti
kintamaja bei nuolatine srove, parodydamas ir jos tekejimo kryptj.
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NEKONTAKTINIS ELEKTROS SROVES MATAVIMO BUDAS IR JRENGINYS

Pasiiilymas yra i§ elektronikos srities, o biitent — kintamosios elektros srovés stiprio
modulio 7, , bei pastoviosios srovés stiprio I - ir tekéjimo krypties matavimo prietaisai, ir gali
biiti vartojamas pastoviosios elektros srovés stiprio /-, bei kintamosios srovés stiprio I modulio
I, ir pastoviosios srovés [ - tekéjimo krypties matavimui, nenutraukiant matuojamosios elektros
srovés grandinés.

Atliekant elektros grandiniy patikra, pvz. energijos vartotojy sunaudojamos energijos
apskaita, yra vartojami elektros sroveés stiprio I matavimo prietaisai. Analogas veikia indukciniu
principu, kai antriniame indukciniame kontiire yra indukuojama proporcinga matuojamajai
kintamajai srovei I x jtampa Uy , o matuojamoji srové I x teka laidu patalpintu antriniame
indukciniame kontire. Zinomg biidg realizuojandiame jrenginyje antrinis indukcinis kontiiras yra
sudarytas i§ Ziedinio — toroidinio magnetolaidZio, ant kurio yra suvyniota indukciné rité, kurios
iSvadai yra sujungti su jtampos Uy matavimo elektronine grandine ir tai sudaro srovés I
matavimo reples — Diko replés (V. Popovas, S. Nikolajevas. Elektrotechnika.- ,,Mintis*, Vilnius,
1969, 516 p.). Analogas ne visais atvejais gali biiti panaudotas, nes matavimo metu antrinis
indukcinis kontiiras turi apglébti matuojamajj laida, o tam turi bati pakankamai vietos aplink
matuojamgjj laidg. Kiti analogo trukumai yra tai, kad juo negalima matuoti nuolatinés srovés
stiprio /= ir srovés tekéjimo krypties.

Analogo trikumams paSalinti nekontaktiniame srovés stiprio I matavimo biide
matuojamosios srovés I x kuriamas magnetinis laukas B , yra matuojamas dviem magnetinio
lauko jutikliais, kuriy atitinkamuose i3¢jimuose Uy | ir Uy » gautos signaly Uy ; ir Uy »
amplitudinés vertés Uy ir Uy, yra sudauginamos: Uyg1-Us 2 = 11, ir atimamos: |Uy | — Uy 2| = 4,
gautas daugybos rezultatas IT yra padalinamas i§ gauto skirtumo 4 : I7/4 = D, o matuojamosios
srovés stiprio Ix modulio verté | I | = I, yra nustatoma proporcingai gautam dalybos dydZiui D i¥
salygos: Ix = k D, kur proporcingumo koeficientas k yra nustatomas eksperimentiskai, kai tuo
tarpu pastovios matuojamosios srovés I, - atveju, $ios srovés tekéjimo kryptis yra nustatoma i¥
itampy Uy ir Uy » Zenklo.

Analogo trikumams pa3alinti nekontaktiniame srovés stiprio J matavimo jrenginyje,
sudarytame i§ magnetinio lauko B jutiklio ir jo i$¢jime Uy prijungtos matavimo elektrinés
grandinés i3¢jimo jtampai Uy matuoti, papildomai yra sumontuotas antras magnetinio lauko B
jutiklis, kurio atstumas d ' nuo laido, kuriuo teka matuojamoji srové I, , yra padarytas skirtingas
atstumui d, tarp laido ir pirmojo magnetinio lauko B jutiklio, t.y. dy # d,ir Ad=|d, - d, |>0,
0 pirmojo ir antrojo magnetinio lauko B jutikliy atitinkami i¥¢jimai Uy ; ir Uy yra sujungti su

atitinkamomis mikroprocesoriaus duomeny jvedimo $inomis — jéjimais D i, | ir D 5 2 , kai
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mikroprocesoriaus duomeny i¥vedimo $ina — i§¢jimas D j yra sujungta su skaitmeninio rodytuvo
jéjimu Uy, , gauto rezultato I, rodmenims skaityti.

Principiné-struktiiriné nekontaktinio srovés I matavimo jrenginio schema yra parodyta
Fig. 1, o nekontaktinio srovés I matavimo jrenginio konstrukcija yra parodyta Fig. 2, kur
skaitiais paZyméta: 1 — laidas, kuriuo teka matuojamoji srové I, ; 2 ir 3 — pirmasis ir antrasis
magnetinio lauko B jutikliai, atitinkamai; 4 — mikroprocesorius; 5 — skaitmeninis rodytuvas; 6 —
laido 1, kuriuo teka matuojamoji srové I x , izoliacija; 7 ir 8 — antgalio dvi simetrinés pleisto
pavidalo dalys; 9 — déZuté; 10 - skaitmeninio rodytuvo 5 ekrano langelis; 11 — jungiklis.

Nekontaktinio srovés I matavimo jrenginio ( Fig. 1) pirmojo 2 ir antrojo 3 magnetinio
lauko B jutikliy i$¢jimai Uy , ir Uy » , atitinkamai, yra sujungti su mikroprocesoriaus 4
atitinkamais duomeny jvedimo jéjimais D i, ; ir D iy 2, 0 mikroprocesoriaus 4 iS¢jimas D j yra
sujungtas su skaitmeninio rodytuvo 5 jéjimu Uy, . Jutikliai 2 ir 3 yra sumontuoti atstumu A d
vienas nuo Kito ir patalpinti vir§ laido 1, kurio teka matuojamoji srové I, taip, kad atstumo A d
kryptis yra statmena laidui 1. Laidu 1 tekanti matuojamoji srové I , sukuria magnetinj lauka B,
kurio stipris H = B /( u o) jutikliy 2 ir 3 patalpinimo vietose yra H, ir H, , atitinkamai, kur
koeficientas u i$reiskia aplinkos magnetines savybes — aplinkos magnetiné skvarba, o konstanta
M o yra matavimo sistemos SI Kkonstanta— vakuumo magnetiné skvarba. To iSdavoje
matuojamosios sroveés stiprio I modulis I yra paskai¢iuojamas pagal $ig formulg:
H -H,

I.=2-n-Ad - ————=,
|H1‘H2|

(D

kur paskai€iuotas srovés I x modulio stipris I« nepriklauso nuo jutikliy 2 ir 3 atitinkamy atstumy
diird;ikilaido 1,0 Ad=|d—-d;|>0.

Jutikliy 2 ir 3 atitinkamuose i$¢jimuose Ujs; ir Ujy, atsiranda proporcingos matuojamajai
srovei I x i§¢jimo jtampos Uj ; ir Uy , , atitinkamai, ir mikroprocesoriumi 4 i§ $iy veréiy
matuojamoji srové I« yra paskai¢iuojama pagal $ig formule:

U1 Uy,

L=km——, @
IUi§1 —Uisz

kur k — eksperimenti$kai nustatoma kalibravimo konstanta.

Mikroprocesoriumi 4 paskai¢iuota matuojamosios srovés stiprio I x modulio verté I yra
nuskaitoma i§éjime D j ir yra parodoma skaitmeninio rodytuvo 5 ekrane 10.

Nekontaktinio srovés matavimo jrenginio ( Fig. 2 ) konstrukcija yra padaryta su ant laido
1 ir jo izoliacijos 6 uZdedamu matavimo antgaliu, kuris yra sudarytas i§ dviejy simetriniy daliy 7
ir 8, sudarantiy besiple€iangio pleisto formos matavimo kontakts. Matavimo antgalis 7-8 yra

sujungtas su prietaiso déZute 9 taip, kad viena jo simetriné dalis 7 su joje jmontuotais jutikliais 2



3
ir 3 yra jtvirtinta pastoviai, o kita simetriné dalis gali biiti nuimama. Prietaiso déZutés 9 vienoje i8
plok$§tumy yra padarytas langelis 10 skaitmeninio rodytuvo 5 rodmenims skaityti, bei
sumontuotas jungiklis 11 prietaisui jjungti ir i§jungti. Magnetinio lauko B jutikliai 2 ir 3 yra
sumontuoti matavimo antgalio dalyje 7, pastoviai sujungtoje su prietaiso déZute 9, o kitos
prietaiso elektroninés grandinés ir maitinimo baterija (akumuliatorius) yra sumontuoti déZutés 9
viduje.

Nekontaktinis srovés I matavimo jrenginys veikia tokiu biidu. Prietaiso matavimo
antgalis 7-8 yra prispaudZiamas prie laido 1, kuriuo teka matuojamoji srové I, taip, kad laidas 1
kartu su jj gaubiandia izoliacija 6 patenka j besiple¢ian¢io pleisto formos i§pjovos plysj. Kitu
atveju, kai laidas 1 guli ant plok§tumos, matavimo antgalio nuimama dalis 8 yra pasalinama ir
likusi dalis 7 savo nuoZulnigja plok$tuma yra prispaudZiama prie laido 1 ir jo izoliacijos 6.
Jungikliu 11 yra jjungiamas maitinimas ir prietaiso elektroninés grandinés pradeda veikti.
Anks¢iau apraSytu bidu skaitmeninio rodytuvo 5 ekrane 10 atsiranda matuojamosios srovés
stiprio I x modulio verté [ , kuri patogumo délei gali biti jsimenama prietaiso elektroninés
schemos atmintyje ir vizualiai nuskaitoma prietaisg atitraukus nuo laido 1. Kai yra matuojama
pastovioji srové [ x = , skaitmeninio rodytuvo 5 ekrane 10 atsiranda Zenklas, pvz. rodyklé,
parodanti srovés I = tekéjimo krypti.

Palyginus su analogu 3is nekontaktinis srovés stiprio ir tekéjimo krypties matavimo
jrenginys neturi apribojimy matuojamyjy laidy erdviniam i¥déstymui ir leid%ia matuoti kintamaja

srove I, bei nuolating srove /-, parodydamas ir jos tekéjimo kryptj.
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ISRADIMO APIBREZTIS

1. Nekontaktinis srovés matavimo biidas, kuriame matuojamosios srovés kuriamo
magnetinio lauko stiprj matuoja magnetinio lauko jutikliu, kurio i%¢jime signalas yra
proporcingas srovés stiprio modulivi, besiskiriantis tuo, kad srovés kuriamo
magnetinio lauko stiprj matuoja dviem magnetinio lauko jutikliais, kuriy i3¢jimuose atsiradusius
signaly modulius sudaugina ir atima, daugybos rezultat padalina i§ skirtumo rezultato, o
matuojamosios sroveés stiprio modulio verte nustato proporcingai gautam dalybos rezultatui.

2. Nekontaktinis srovés matavimo jrenginys, susidedantis i§ magnetinio lauko jutiklio ir
prie jo i8¢jimo prijungtos jtampos matavimo elektroninés grandinés, kuri yra sumontuota
prietaiso déZutéje kartu su elektroniniu rodytuvu rodmenims skaityti, besiskiriantis
tuo, kad yra papildomai sumontuotas antras magnetinio lauko jutiklis, prie kurio i$¢jimo yra
prijungta antra i8¢jimo jtampos matavimo elektronine grandine, antrojo magnetinio lauko jutiklio
atstumas nuo laido, kuriuo teka matuojamoji srové, yra padarytas skirtingas atstumui tarp laido ir
pirmojo magnetinio lauko jutiklio, o pirmojo ir antrojo magnetinio lauko jutikliy i¥¢jimai yra
sujungti su atitinkamais mikroprocesoriaus duomeny jvedimo jéjimais, kurio duomeny i§vedimo
iS¢jimas yra sujungtas su elektroninio skaitmeny rodytuvo jéjimu.

3. Nekontaktinis srovés matavimo jrenginys pagal punkta 2, besiskiriantis tuo,
kad prietaiso konstrukcija yra padaryta su ant laido ir jo izoliacijos u¥dedamu matavimo antgaliu,
sudarytu i§ dviejy simetriniy daliy, sudarangiy besiple&iangio pleisto formos matavimo kontakta,
ir matavimo antgalis yra sujungtas su prietaiso déZute taip, kad viena jo simetriné dalis su joje
imontuotais magnetinio lauko jutikliais yra jtvirtinta pastoviai, o kita simetriné dalis gali biti

nuimama.
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